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Celem ¢wiczenia jest zapoznanie si¦ z technik¡ obrazowania powierzchni za pomoc¡ skaningowego mikro-
skopu siª atomowych (AFM). Plan �wiczenia zakªada zapoznanie z budow¡ mikroskopu AFM oraz podstaw¡
obsªugi, jak równie» samodzielne wykonanie obrazów wybranych powierzchni (powierzchnie krysztaªów, poli-
merów, struktur biologicznych np. komórki). Obrazy powierzchni wykonywane s¡ zarówno w trybie kontakto-
wym jak i bezkontaktowym. Wa»nym aspektem wykonywanego ¢wiczenia jest zaznajomienie si¦ z technikami
analizy obrazów w tym min. umiej¦tno±¢ wykonywania pro�li powierzchni z podaniem realnych rozmiarów
obserwowanych struktur.

Zagadnienia do przestudiowania

• Podstawowe elementy budowy mikroskopu AFM
[1, 3]

• Zasada dziaªania mikroskopu AFM [1, 4]

• Tryby pracy mikroskopu AFM (tryb kontaktowy,
tryb bezkontaktowy) [1, 2]

• Efekt piezoelektryczny [1]

• De�nicja rozdzielczo±ci w mikroskopii AFM [1]

Zadania obliczeniowe

1. Na podstawie wykonanego obrazu AFM wykonaj
pro�l powierzchni a nast¦pnie wyznacz rozmiary
zmierzonych struktur powierzchniowych.

2. W modzie kontaktowym , obraz wykonano ze
staª¡ siªa 2nN. Oblicz jakie jest wychylenie d¹wi-
gni AFM wiedz¡c ze jej staªa spr¦»ysto±ci wynosi
0.1N/m.

Aparatura i materiaªy

Zestaw eksperymentalny oraz schemat dziaªania mikro-
skopu przedstawiaj¡ rysunki 1 i 2.

Program ¢wiczenia

• Zamontowanie próbki, uruchomienie mikroskopu.

• Zamontowanie próbki, uruchomienie mikroskopu.

• Ustawienie parametrów pocz¡tkowych, pomiary
wst¦pne, testowanie parametrów pocz¡tkowych
(szybko±¢ wykonywania skanu, siªa nacisku w try-
bie kontaktowym oraz tzw. �parametrów sprz¦»e-
nia zwrotnego�).

• Wykonanie obrazów topogra�i powierzchni wybra-
nych próbek w trybie kontaktowym w zale»no±ci
od parametrów skanowania.

• Wykonanie obrazów w trybie bezkontaktowym.

• Analiza obrazów, przygotowanie sprawozdania.

Opracowanie wyników

• W programie do analizy obrazów (znajduje si¦
w zestawie) przygotowa¢ zestawienie wykonanych
obrazów wraz z opisem parametrów zastosowa-
nych podczas wykonania pomiaru

• Przygotowanie przekrojów poprzecznych (pro�l
powierzchni) pozwalaj¡cych na ocen¦ rozmiarów
obrazowanych struktur powierzchniowych.
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Rysunek 1: Zdj¦cie pobrane ze strony: https://www.nanosurf.com/en/products/naioafm

Rysunek 2: Schemat dziaªania mikroskopu AFM. Skanowanie próbki odbywa si¦ poprzez precyzyjny ruch próbki
w trzech ortogonalnych kierunkach
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